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１．利用目的 

ＳＯＦＣの耐久性の課題の一つは、アノード部分の酸化還元反応（ＲＥＤＯＸ）に対する耐性である。アノード

の主成分はＮｉであるが、Ｎｉの酸化還元によるアノードモホロジーの変化が、耐久性に大きく影響を与えると考

えられる。今回、発電環境下でのＲＥＤＯＸ反応におけるアノードモホロジーの変化を、Ｘ線ＣＴ法により測定す

ることにより、アノードモホロジー変化をリアルタイムで解析し、ＲＥＤＯＸサイクル時のアノード劣化に繋がる

データ取得を目的とした実験を行った。まずは、発電環境下において、アノードモホロジーがＣＴ法により測定で

きることの確認を行った。 

 

２．実験方法 

自作の簡易電気炉を用い、試料温度を運転環境温度７００℃まで昇温する。次に、電池を還元雰囲気にさらし、

ＣＴ画像を取得しながら安定化（約１時間ほど）を待つ。次に、再び、雰囲気を酸化雰囲気に切り替えて、同様に

測定を行う。実験構成を図１に示す。 

 

 

 

 

                   ？                     図巣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実験結果 

測定の結果、図２のように結晶粒と空孔に対応したコントラストが得られた。ＳＥＭ像で得られた結晶粒サイズ

と比較して、ほぼ結晶粒サイズを反映していると思われる濃淡イメージが得られた。次に、雰囲気を変えてモホロ

図１ 実験の構成 



ジー変化を測定し、雰囲気によりモホロジーが変化する様子を観測した。図３に示すように、粒像が荒くなり、空

孔が増加していることが確認される。 

 

 

図３ ＩＰより測定したアノードイメージ（還元後） 

図２ ＩＰより測定したアノードイメージ（還元前） 


